MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RESOLUCAO/ INPIN° 191, DE 18 DE MAIO DE 2017

Assunto: Institui o Projeto Piloto de
priorizagdo do exame de pedidos de
patentes depositados por Instituigdes de
Ciéncia e Tecnologia, “Patentes ICTs”.

O PRESIDENTE ¢ o DIRETOR DE PATENTES, PROGRAMA DE
COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS do INSTITUTO
NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL , no uso das atribui¢cdes previstas no
Decreto n°® 8.854, de 22 de setembro de 2016 e tendo em vista o disposto no artigo 152 da
Portaria n° 11, de 27 de janeiro de 2017, e na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei da
Propriedade Industrial — LPI,

RESOLVEM:

Art. 1° Esta Resolugdo institui o Projeto Piloto de Priorizagdo do Exame de Pedidos de
Patente depositados por Instituigdes de Ciéncia e Tecnologia, intitulado “Patentes ICTs”.

Art. 2° Para os fins do disposto nesta Resolugao sdo adotadas as seguintes defini¢des:
I-LPI: Lein®9.279, de 14 de maio de 1996;

II - IPC: Classifica¢do Intemacional de Patentes;

III - PCT: Tratado de Cooperagao em Matéria de Patentes;

IV- RO: Escritério Receptor no ambito do PCT;

V - ISA: Autoridade de Pesquisa Internacional no &mbito do PCT:;

VI - [PEA: Autoridade de Exame Preliminar Intemacional no &mbito do PCT;

VII - ICT: Instituigées de Ciéncia e Tecnologia, conforme definigdo do inciso V. do
artigo 2°, da Lei n° 13.243, de 1| de janeiro de 2016;

VIII - TRL ou Niveis de prontiddo tecnolégica (7eckhnology Readiness Levels):
metodologia de estima¢do da maturidade tecnolégica dos Elementos Tecnolégicos Criticos
(CTE) de um projeto através do processo de desenvolvimento, baseado em uma escala de 1 a
9, conforme Anexo I;

IX - Primeiro Pedido de Patente: pedido de patente com direito de prioridade assegurado
para depodsito em outro escritério de patentes nacional ou organizagao internacional conforme,
estabelecido pela CUP; ou depdsito internacional, no &mbito do PCT, sem reivindicagido de
prioridade;



X - Familia de Patentes: conjunto de pedidos de patente depositados em mais de um
escritdrio de patente nacional ou organizagdo intemacional, em que todos reivindiquem como
prioridade unionista, pelo menos, o Primeiro Pedido de Patente;

XI - Pedido de patente apto: pedido de patente que cumpre as condi¢oes de elegibilidade
estabelecidas nesta Resolugio;

XII - Data de requerimento: data de protocolo da peti¢do de requerimento do exame
compartilhado prioritario exclusivamente por intermédio de formulario eletrénico;

XIII - Pedido suficientemente correspondente: pedido cuja matéria descrita no pedido
nao acrescenta, nem modifica a matéria considerada patenteavel em outro pedido de mesma
familia de patentes, mesmo considerando diferencas devido a tradugdes, sendo ambos
pertencentes a mesma familia de patentes;

XIV - Reivindicagao suficientemente correspondente: reivindicagdo em que a matéria
pleiteada no pedido de patente € de escopo igual ou mais restrito do que a matéria considerada
patenteavel em outro pedido de patente de mesma familia de patentes, mesmo considerando
diferencas devido a tradugdes da reivindicagao;

XV- RPI: Revista Eletronica da Propriedade Industrial; e

XVI — CIP: classificagdo internacional de pedidos de patente.

Art. 3° Podem participar do Projeto Piloto pedidos de patente de invengdo ou pedidos de
patente de modelo de utilidade que atendam simultaneamente as seguintes condigdes:

I — Pedido de patente onde pelo menos um dos depositantes seja uma ICT;

II — Pedido de patente pertencente a uma familia iniciada no INPI; ou no RO/BR e que,
na fase intemacional, o INPI atuou como ISA ou IPEA;

IIT — Pedido de patente que n3o possua como classificagdo principal, segundo CIP, a
se¢do B (Operagoes de Processamento; Transporte) ou a Se¢do F (Engenharia Mecénica;
[luminagdo; Aquecimento; Armas; Explosdo), considerando todos os seus niveis hierarquicos
inferiores;

IV — Matéria do pedido de patente com TRL superior a S, conforme Anexo [; e

V — Matéria do pedido de patente comprovadamente estar licenciado ou em processo de
licenciamento ou mediante declaragdo de interesse de utilizagdao por empresa.

Art. 4° A concessao do exame prioritario de um pedido de patente condiciona-se ao
preenchimento dos seguintes requisitos:

I — Pedido de patente para o qual foi publicado o despacho *““Pedido de Patente ou
Certificado de Adigao de Invengao depositado™ ou o despacho “Notificagao — Fase Nacional
-PCT”;

IT - Pedido de patente publicado pelo INPI ou por organizagao internacional com efeito
de publicagdo nacional;

IIT - Pedido de patente com requerimento de exame efetuado;

IV - Pedido de patente cujo exame ndo se encontre suspenso para cumprimento de
exigéncia anteriormente formulada pelo INPI;
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V - Pedido de patente, quando for o caso, que se encontre adimplido com as obrigagdes
de pagamento das anuidades;

VI - pedido de patente que ndo tenha outro requerimento de priorizagdao de exame
concedido e publicado na RPI.

VII - pedido de patente que nio esteja em litigio judicial no Brasil.

Art. 5° O requerimento de exame prioritario pode ser efetuado em qualquer momento, a
partir do depdsito, exclusivamente por formulario eletronico.

Art. 6° O requerimento de exame prioritario para os pedidos de patente de que trata esta
Resolugdo, far-se-a por pelo menos um dos depositantes.

Paragrafo unico. Quando ndo praticados pelo proprio depositante, os atos de que trata
esta Resolugdo, deverdo ser acompanhados do instrumento de procuragdo, nos termos do § 1°,
do artigo 216, da LPI.

Art. 7° O depositante podera participar com apenas 1 (um) pedido de patente a cada
ciclo mensal.

§ 1° O ciclo mensal de que trata o caput do artigo € contabilizado do 1° ao ultimo dia
util do més e ndo € prorrogado se o vencimento cair em dia em que ndo houver expediente.

§ 2° Havendo mais de um depositante, o limite do caput se aplicarda a todos, e
considerar-se-a que cada um efetuou um requerimento de participagdao no ciclo mensal.

§ 3° As demais peti¢des de requerimento efetuadas pelo mesmo depositante, dentro do
mesmo ciclo mensal, ndo serdo conhecidas.

Art. 8° O depositante estara sujeito ao pagamento de retribui¢do correspondente a
avaliacdao do requerimento de participagao.

Art. 9° A participagdo no Projeto Piloto ndo isenta o depositante das retribuigdes
pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente.

Art. 10. No requerimento de exame prioritario de um pedido de patente no Projeto
Piloto deverdo ser apresentados ao INPI, no minimo, os seguintes documentos e informagdes:

I — Formulario de requerimento de exame prioritario de pedido de patente, formulado
por meio de petigao propria;

II — Comprovagdao do enquadramento de um dos depositantes na natureza de ICT,
conforme estabelecido nesta Resolugdo;

III - E necessario apresentar documentagio comprobatéria de que o objeto do pedido de
patente esta licenciado ou em processo de licenciamento com empresas de quaisquer portes ou
qualquer outra condi¢do que vincule que a tecnologia tem potencial de chegar ao mercado;

IV - E necessario apresentar documentagio comprobatéria de que o objeto do pedido de
patente possui TRL superior a S;



V - Declaragao por parte do depositante de que o pedido de patente ndo é objeto de
processo judicial no Brasil.

§ 1° Consideram-se documentos validos para a comprovagado referida no inciso II de
que trata o caput deste artigo, cdpias simples de certiddes emitidas pelo Poder Publico, dentro
de seu prazo de validade, que evidenciem o enquadramento da ICT, tais como o comprovante
de inscrigdo e de situag@o cadastral na Receita Federal do Brasil, o comprovante de inscrigao
junto ao Ministério da Educagédo e Cultura, o comprovante de inscrigao junto ao Ministério da
Ciéncia e Tecnologia ou documento equivalente:

§ 2° Consideram-se documentos validos para a comprovagao do inciso III de que trata o
caput deste artigo cOpias simples de contratos de transferéncia de tecnologia, independente de
averbagao junto ao INPI, ou documento equivalente, ou declaragdo de interesse de utilizagdo
por empresa.

§ 3° Consideram-se documentos vélidos para a comprovagao do inciso IV de que trata o
caput deste artigo copias simples dos documentos constantes no Anexo I, ou documento
equivalente, ou declaragdo de que a tecnologia apresenta maturidade tecnologica superior a S.

Art. 11. O pedido de patente deveré ser adequado para corresponder suficientemente ao
considerado patenteavel pelo ISA ou IPEA, até o requerimento de participagdo no Projeto
Piloto, quando ambos dos seguintes eventos ocorrerem:

I - O INPI atuou como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de patente ao qual
se requer participagao no Projeto Piloto; e

II - Ha indicagdes no "Relatério de Exame Preliminar Internacional” sobre
descumprimento de regra ou artigo do PCT do qual se deduza a possibilidade do pedido de
patente estar em desacordo com a legislagdo nacional.

Art. 12. E necesséria a apresentagido de Relatorio de Busca de Referéncias no Estado da
Técnica e Manifestagdo Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica:

I - Sdo requisitos para o Relatorio de Busca de Referéncias no Estado da Técnica:

a — elaboragdao de relatorio tendo como base a busca no Estado da Técnica de
documentos patentarios e de literatura nao patentaria;

b - a busca de referéncias no Estado da Técnica deve ser efetuada para a matéria
referente Ta cada reivindicagdo do pedido de patente; e

¢ — o relatdrio deve indicar o campo técnico da busca, incluindo-se a(s)
classificagdo(Ges) internacional(is) de patentes utilizadas.

IT - S3o requisitos para a Manifestagdo Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o
Estado da Técnica:

a - manifestacdo sobre os documentos apresentados, fazendo referéncia ao documento
mais proximo no Estado da Técnica;

b — descrever as caracteristicas técnicas do pedido de patente que ndo sdo antecipadas
pelas referéncias citadas; e

¢ - indicar, de modo detalhado, as razdes que tornam a matéria reivindicada patenteavel
em relagao a(s) referéncia(s) citada(s).



§ 1° O Relatorio de Busca de Referéncias no Estado da Técnica e a Manifestacdo Sobre
a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da Técnica ndo vinculardo a decisdo do INPI
referente ao exame do pedido de patente.

§ 2° Dispensar-se-ao as apresentagdes do Relatorio de Busca de Referéncias no Estado
da Técnica e da Manifestagdo Sobre a Patenteabilidade do Pedido Perante o Estado da
Técnica na hipotese do INPI ter atuado como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de
patente ao qual se requer participagdo no Projeto Piloto, conforme descrito no artigo 11.

Art. 13. O Projeto Piloto ira receber requerimentos de participacdo, por até um ano.

Paragrafo unico. A verificagdo dos requisitos de elegibilidade e a possivel priorizagao
dos atos na esfera administrativa do INPI ocorrerdao mesmo depois de findo o prazo descrito
no caput.

Art. 14. A verificacdo dos requerimentos de exame prioritario e da elegibilidade dos
pedidos de patente que poderdo participar do Projeto Piloto sera de responsabilidade da
Diretoria de Patentes, Programa de Computador e Topografia de Circuitos Integrados -
DIRPA.

§ 1° A DIRPA designard a unidade responsavel pela a analise dos requerimentos de
exame prioritario.

§ 2° A unidade responsavel convocara a Comissdao Técnica para avaliar os
requerimentos de participagdo, conforme regulamentagao especifica.

§ 3° A ordem de avaliacdo dos requerimentos de participagdo no Projeto Piloto
correspondera a data de recebimento da ultima peti¢do de requerimento de participagdo no
Projeto Piloto pelo INPI, ou a data de saneamento de eventuais irregularidades no
requerimento de participagdo, ou a data do preenchimento das condi¢des descritas no artigo
4°, 0 que ocorrer depois.

Art. 15. Por ocasido da andlise e selecdo dos requerimentos submetidos ao projeto
piloto, a Comissao Técnica elaborard relatério relativo a:

I — opinido pela possibilidade de participagao: ou
I1 — indicagdo da existéncia de irregularidades sanaveis:; ou

III — opinido por negar a participagao.

Art. 16. Os requerimentos de participagdo serao decididos pelo Diretor de Patentes,
Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados.

Art. 17. A deciszo sera publicada na Revista Eletronica da Propriedade Industrial.

Art. 18. A concessdo do exame prioritario implicara na priorizagao de todos os atos na
esfera administrativa do INPI.



Art. 19. Uma vez concedido o exame prioritario, o exame de mérito ndo serd iniciado
antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publica¢dao do pedido prevista no artigo 31, da Lei n°
9.279, de 1996.

Art. 20. Nao serdo conhecidas as petigdes de recurso das decisdes que negaram a
participagao do pedido de patente quando:

I — em desacordo com o artigo 219, da Lei n® 9.279, de 1996;

II — a decisdo teve como base a falta de apresentagdo ou a apresentagdo de
documentagao fora do prazo previsto nesta Resolugao:

III — a decisdo teve como base a apresentagdo incompleta ou incorreta, de um ou mais
documentos e informagdes exigidos nesta Resolugado: e

IV — a decisdo teve como base o ndo cumprimento das condigdes exigidas pelo artigo 5°
desta Resolugao, antes da avaliagao pela comissdo técnica.

Art. 21. A quantidade de pedidos considerados aptos a participar do Projeto Piloto
estara limitada ao nimero maximo de 200 (duzentos) requerimentos de exame prioritdrio
concedidos.

§ 1° Na hipotese do nimero de pedidos aptos a participarem do Projeto Piloto for
superior ao estabelecido no caput deste artigo, sera negada a participagdo dos pedidos de
patente excedentes no Projeto Piloto.

§ 2° O preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo observara a ordem
cronologica das datas de requerimento de exame prioritario, considerando a ultima data de

requerimento de participagao do pedido de patente.

Art. 22. Esta Resolugao entrard em vigor 30 (trinta) dias ap0s sua publicagao.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2017

LUIZ OTAVIO PIMENTEL

Presidentc

O REIS MOREIRA
Diretor de es, Programa de Computador

e Topografia de Circuitos Integrados



MINISTERIO DA INDUSTRIA, COMERCIO EXTERIOR E SERVICOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Anexo I, da Resolucao n® 191, de 18 de maio de 2017

A Tabela abaixo fornece uma sugestao de descricao € dos resultados dos TRLs. A segunda coluna sugere o marco atingido em cada TRL,
enquanto a terceira coluna fornece uma lista de sugestio de documentos que permitem a indicagdo do TRL respecitvo’.

TRL Nivel de maturidade

tecnologica

Descri¢ido / Marco alcangado para o elemento

Resultado do trabalho (documentado) e informagodes de apoio

Principios bésicos
observados e relatados

Conceito tecnoloigico

Menor nivel de prontidio de tecmologia. A investigagdo
cientitica comega a ser traduzido em investigagao aplicada e
desenvolvimento (P&D). Pode haver aplicagoes potenciais
identificadas, mas os conceitos elementares ainda ndo foram
formulados. Exemplos podem incluir estudos de papel de
propriedades basicas de uma tecnologia.

Comega o processo inventivo € a formulagdo de elementos

Expressdo dos principios basicos destinados ao uso.
Identificagdo de aplicagdes potenciais.

Pesquisas publicadas que identificam os principios subjacentes da
tecnologia. Referéncias de quem, onde, quando.

Formulagao de aplicagdes potenciais.

c/ou aplicagao  preliminares.  Uma vez que os principios basicos sdo Projcto conceitual preliminar do elemento, fornecendo a compreensio de
formulado observados, apllcef(;oes praticas  potenciais podem ser . o ¢ principios basicos podem ser usados.
fromulados. As aplicagdes ainda sao especulativas, ¢ nao ha . e L )
prova ou anilise detalhada para apoiar as suposigdes. Os Pllbl}cacoes ou outras referencn'as. que descreyem a aphcz_icao que esta sendo
excmplos limitam-se aos estudos analiticos e nao ha prova de  considerada e que fornecem andliscs para apoiar o conceito.
conceito ainda.
Funcio critica A atividade de P&D ¢ iniciada. Os elementos conceituais sio Requisitos de desempenho preliminar, incluindo a definigdo dos requisitos
analitica e elaborados e tratados de forma independente. Estudos de desempenho funcional.
experimental elou anailiticos dem.opstram () desempcn!no e estudos de Iabpratério Projeto conceitual do elemento.
prova de conceito validam empiricamente as previsdes. Exemplos incluem = 5 : S & =
civacteritics componentes que ainda ndo sio integrados nem sdo Entradas de dados experimentais, definigio de experimento baseado em

representantivos.

laboratério e resultados.

' Critérios adaptados do Manual de Operagdes das Unidades do EMPBRAPII, da ABNT NBR ISO 16290:2015 - Sistemas espaciais - Defini¢do dos niveis de

maturidade da tecnologia (TRL) e de seus critérios de avaliagdo, do relatorio do Departamento de Defesa Americano, do relatorio da Agéncia Nacional Aeroespacial
Americana (NASA) e do relatorio da Agéncia Espacial Europeia, e a Comissao Europeia.



Validagio da fungao
critica do componente
critico do produto ou
do  processo cm
ambiente de
laboratorio.

Validagdo da fungio
critica do componente
do produto ou do
processo cm ambiente
relevante.

Demonstragao

do

sistema ou subsistema

do protudo ou

processo através de

prototipo com  as

fungdes criticas do
ou

Componentes tecnoldgicos bdsicos sao integrados para
constatar que eles vao trabalhar juntos (mesmo que apresente
“baixa fidelidade” em comparagao com o sistema final).

Desempenho funcional do elemento ¢ demonstrado por testes
em ambiente de laboratorio de experimentagao.

Exemplos incluem a combinagio de elementos e/ou

componentes “ad hoc” em laboratorio.

Fungoes criticas do elemento sdo identificadas e o ambiente
relevante associado € definido.

Modelos Sdo produzidos em pequenas quantidades para
verificar o desempenho por meio de testes no ambiente
relevante, sujeitos a escala de efeitos.

Fidelidade da tecnologia de experimentagdio aumenta
significativamente. Os componentes tecnoldgicos basicos sdo
integrados com elementos comprovativos razoavelmente
realistas, entao eles podem ser testados em um ambiente
simulado.

Exemplos incluem a integragdo de componentes de laboratorio
com "alta fidelidade".

Um prototipo representativo do produto ou processo ¢ testado
em um ambiente relevante. Fungdes criticas do produto ou
processo sdo verificadas, seu desempenho ¢ demonstrado em
um ambiente relevante, ¢ ¢ construido um modelo
representatido da forma, ajuste e fungdo.

Representa um grande passo na aplicagdo de uma tecnologia.

Modelos analiticos de elemento para o prova de conceito.

Resultados dos testes laboratoriais realizados para medir pardmetros de |

interesse e comparagao com previsdes analiticas para subsistemas criticos.

Requisitos de desempenho preliminar com definigio de requisitos de
desempenho funcional.

Projeto conceitual do elemento.
Plano de teste de desempenho funcional.
Definigao de experimentagao para a verificagao do desempenho funcional.

Relatorios de ensaio de experimentagao. Fornece uma estimativa de como
os resultados dos testes diferem os objetivos esperados.

Definigdo preliminar dos requisitos de desempenhio e¢ do ambiente

relevante.

Identificagao e analise das fungoes criticas de elemento.

Projeto preliminar do elemento, que € apoiado por modelos adequados para ‘

a verificagao de fungdes criticas.

Plano de teste de funcgéo critica.

Analise dos efeitos de escala.

Definigao de experimentagao para a verificacdo da fungao critica.

Relatorios de ensaio de experimentagao.

Os resultados do teste laboratorial de experimentagdo sdo integrados cown

outros elementos de suporte em um ambiente simulado operacional.

Sao respondidas questdes, tais como: como o ambiente “relevante” difere
do ambiente operacional esperado? Como comparar os resultados do teste
com as expectativas? O produto ou processo experimental foi retfinado para
mais quase coincidir com os objetivos do esperado finalizado?

Definigao dos requisitos de desempenho e do ambiente relevante.
Identificagao e andlise das fungoes criticas de elemento.

Projeto de produto ou processo, que ¢ apoiado por modelos adequados para
a verificagao de fungdes criticas.

Plano de teste de fungao critica.



em um ambiente
relevante.
Demonstragdo do

protétipo em um
ambiente operacional.

Produto ou processo
efctivo, completo e
qualificado através de
teste e demonstragoes.

Produto eu processo
comprovadd por meio
da aplicagdo ou uso
bem sucedido no
mcrcado.

Excmplos incluem um protdtipo dc teste em um ambiente de
laboratério de alta fidelidade ou em um ambicnte simulado
operacional.

Prototipo perto ou no sistema operacional planejado. Um
modele representativo, refletindo totalmente todos os aspectos
do projeto do produto ou processo, é construido e testado com
margens suficientes para demonstrar o desempenho no
ambiente operacional. Desempenho do produto ou processo ¢
demonstrado em um ambiente operacional (indstria,
residéncia, corpo humano, etc).

Em quase todos os casos, esta TRL representa o final do
desenvolvimento do produto ou processo. A tecnologia foi
provada para trabalhar em sua forma final e sob condigdes
espcradas.

Exemplos incluem os testes de dcsenvolvimento e avaliagdo
(developmental test and evaluation - DT&E) do produto ou
processo para determinar se ele atende as especificagoes de
projeto. Outro exemplo ¢ o modelo de voo qualificado e
intcgrado no sistema final pronto para voo.

Tecnologia ¢ madura. Aplicagdo real do produto ou processo,
em sua forma final e sob condigbes de uso ou operagdao. O
elemento performa com sucesso em um ambiente opcracional
real.

Exemplos incluem a venda do produto no mercado.

Defini¢do dc modelo para as verificagocs de fungdo critica.
Relatdrios de ensaio dc modelo.

Resultados de testcs laboratoriais de um prototipo de sistema que esta
préximo a configuragdo desejada em termos de desempenho, peso c
volume.

Sao rcspondidas questdes, tais como: o ambiente de teste que diferia do
ambiente operacional? Como o teste compara com as expcctativas? O que
sdo/foram os planos, opgdes ou agdes para resolver problemas antes de sc
mudar para o préximo nivel?

Definigdo dos requisitos de desempenho, incluindo a definigdo do ambiente
operacional.

Definigao de modelo e realizagio.

Modelo de plano de teste.

Resultados de teste de modelo.

Resultados dos testes de um protétipo de sistema e€m um ambiente
operacional.

Produto ¢ construido c, sc for o caso, integrado a maquina ou equipamento
final. Ou o processo ¢ instaurado.

Aceitagdo de do produto ou processo final pelos gestorcs da empresa.

Os resultados dos testes do produto ou processo, em sua configuragdo final
e no intervalo esperado das condigdes ambientais em quc deverdo operar,
indicam que o produto ou processo ird operar adequadamente.

Certificagdo do INMETRO.

Relatorios de Teste Operacional e Avaliagdo (Operational test and
evaluation reporis —- OT&E).

Produto em venda.
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